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Silicon Drift Detectors (SDD) sdao detectores de estado solido muito utilizados para
detec¢do de fotons de Raio-X, pois apresentam um 6timo nimero de contagens e excelente
resolugdo. Como todos os detectores de estado solido, esse dispositivo realiza uma conversao
de fotons em corrente elétrica cuja intensidade sera proporcional a energia Raio-X.

Para um uso otimizado do equipamento € necessario determinar a sua eficiéncia, essa
propriedade informa a capacidade do detector de converter os fotons incidentes em sinais
elétricos. Os SDDs apresentam uma eficiéncia fortemente dependente das energias dos fotons
emitidos pela amostra, isso se deve aos diversos mecanismos possiveis na interacdo de
radiacdo eletromagnética com a matéria. De modo geral, a relag@o entre energia e eficiéncia
do aparelho ¢ bastante complexa fazendo desta, uma analise nada trivial.

A eficiéncia ¢ obtida a partir da realizacdo de medidas de Particle-Induced X-ray
Emission (PIXE) com padroes (com composi¢ao bem determinada) de diferentes elementos,
o Raio-X caracteristico produzido nas amostras serd captado pelo detector e convertido em
pulsos elétricos. Com os resultados ¢ possivel tragcar o comportamento do detector ao
interagir com fotons de diferentes energias, comparando as contagens geradas no detector
com valores padroes € possivel estimar a eficiéncia do equipamento.

Um dos pardmetros exigido para usar o aplicativo GUPIX? ¢ a eficiéncia, com esse
software & possivel obter informagdes quantitativas dos elementos presentes nas amostras em
medidas de PIXE. Por esta razdo ¢ imprescindivel conhecer a eficiéncia do detector para,
desta forma, maximizar o potencial da analise de materiais via PIXE. Em resumo, o objetivo
deste projeto foi determinar esta eficiéncia para o uso do SDD recentemente incorporado a
camara de analise PIXE do Laboratério de Implantagdo Ionica da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul.
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